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(pieczęć wydziału)
KARTA PRZEDMIOTU

	 LISTNUM  NumeracjaDomyślna \s 01 
Nazwa przedmiotu:
WYBRANE ZAGADNIENIA Z OPTOELEKTRONIKI 
	 LISTNUM  NumeracjaDomyślna 
Kod przedmiotu:
 Ts1-C04-VI
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Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013
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Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
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Forma studiów: stacjonarne
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Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja
(RE)
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Profil studiów: ogólnoakademicki
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Specjalność: Inżynieria systemów elektronicznych
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Semestr: VI
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Jednostka prowadząca przedmiot: 
Wydział Elektryczny, Katedra Optoelektroniki

	 LISTNUM  NumeracjaDomyślna
Prowadzący przedmiot: : dr hab. inż. Roman Rogoziński, prof. Pol. Śl.
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Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne
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Status przedmiotu: wybieralny 
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Język prowadzenia zajęć: polski
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Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Podstawowymi przedmiotami wprowadzającymi są: Optoelektronika, Technika światłowodowa. Student powinien znać podstawy optyki falowej, zagadnienia propagacji fal w torach światłowodowych. W zakresie analizy matema​tycznej powinien znać funkcje zmiennej zespolonej, szeregi zespolone.
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Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z wykorzystaniem zjawisk interferencji i dyfrakcji w urządzeniach mających zastosowania w optoelektronice. Zapoznanie z techniką zapisu holograficznego. Przedstawienie w zakresie podstawowym zastosowań technik holograficznych w metrologii. Zapoznanie z wybranymi metodami technologicznymi wytwarzania elementów opto​elektroniki.
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Efekty kształcenia:


	Nr
	Opis efektu kształcenia
	Metoda sprawdzenia efektu kształcenia
	Forma prowadzenia zajęć
	Odniesienie do efektów dla kierunku studiów

	1.
	Student rozumie pojęcie zjawisk dyfrakcji i interferencji, zna zastosowanie tych zjawisk w optoelektronice. Zna budowę i zasadę działania urządzeń wykorzystujących te zjawiska
	Kolokwium - pytania
	Wykład
	K_W02+
K_W03++

K_W13+

	2.
	Student ma podstawową wiedzę w zakresie zjawiska holografii i jego zastosowań w metrologii
	Kolokwium - pytania
	Wykład
	K_W03+
K_W15+

	3.
	Student ma podstawową wiedzę na temat zjawiska wymiany jonów w szkłach, jego realizacji i zastosowań w optoelektronice
	Kolokwium - pytania
	Wykład
	K_W02+
K_W13+

	4.
	Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji wykonanych pomiarów (obliczanie wyznaczanej wielkości, obliczanie niepewności pomiaru, dyskusja uzyskanych wyników oraz ich prezentacja liczbowa i graficzna).
	Ocena sprawozdania
	Laboratorium
	K_U01+

K_U03+

	5.
	Przy opracowaniu wyników pomiarów student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki i fizyki
	Ocena sprawozdania
	Laboratorium
	K_U07++
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Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)

	
	Wykład
	Ćwiczenia
	Laboratorium
	Projekt
	Seminarium

	
	15
	
	45
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Treści kształcenia: (oddzielnie dla każdej z form zajęć dydaktycznych W./Ćw./L./P./Sem.)
Wykład
Dyfrakcja i interferencja światła. Rodzaje dyfrakcji. Zasada Huygensa–Fresela. Dyfrakcja Fraunhofera na szcze​linie. Wpływ szerokości szczeliny (w stosunku do długości fali), kąta padania fali płaskiej na szczelinę oraz współczynników załamania ośrodków przed i za szczeliną na charakter obrazy dyfrakcyjnego. 
Interferencja wielowiązkowa (jednakowe amplitudy).

Siatka dyfrakcyjna transmisyjna. Rozkład natężenia światła w obrazie za siatką. Wpływ: stałej siatki, liczby szcelin, szerokości szczeliny, kąta padania czoła fali płaskiej na siatkę oraz współczynników załamania ośrodków przed i za siatką na charakter obrazu dyfrakcyjnego.

Siatka dyfrakcyjna transmisyjna – dyspersja kątowa, dyspersja liniowa, zdolność rozdzielcza siatki.

Siatka dyfrakcyjna odbiciowa – dyspersja kątowa, zdolność rozdzielcza. Analiza dyspersji kątowej siatek odbiciowych w funkcji rzędu dyfrakcyjnego. Analiza dyspersji kątowej w funkcji długości fali. Zastosowania siatek dyfrakcyjnych odbiciowych. Analiza możliwości wykorzystania siatek odbiciowych w krotnicach falowych układów WDM.

Interferometr Fabry–Pérot budowa i zasada działania interferometru. Obliczenia odbicia i transmisji fal w interferometrze Fabry–Pérot. Powstawanie i obserwacja prążków interferencyjnych w świetle przechodzącym przez interferometr Fabry–Pérot. Zdolność rozdzielcza interferometru Fabry–Pérot w świetle przechodzącym.
Zastosowanie interferometru Fabry–Pérot jako filtru selektywnego. Interferometr Fabry–Pérot jako rezonator – wyznaczenie rozkładu natężenia fali stojącej we wnęce interferometru.

Powłoki cienkowarstwowe. Inerferencja światła w cienkich warstwach. Współczynnik odbicia od powłok cienkowarstwowych. Zastosowania powłok cienkowarstwowych w optoelektronice.

Holografia – różnice między zapisem fotograficznym (amplitudowym) i holograficznym (amplitudowo-fazowym). Klasyfikacja hologramów. Podstawowe układy holograficzne. Rejestracja hologramów przedmiotów rozpraszających światło w sposób dyfuzyjny. Rejestracja hologramów przedmiotów przeźroczystych. 
Podstawowe równania holografii. Rekonstrukcja obrazów z hologramu (obrazy pozorne i rzeczywiste). Interferometria holograficzna w porównaniu z interferometrią klasyczną. Metody interferometrii holograficznej.

Interferometria holograficzna w czasie rzeczywistym (sposób realizacji, cechy charakterystyczne, zastosowania).

Interferometria holograficzna z podwójną ekspozycją (sposób realizacji, cechy charakterystyczne, zastosowania).

Materiały stosowane do rejestracji holograficznej. Materiały fotograficzne – krzywa charakterystyczna warstwy fotograficznej. Czułość warstw fotograficznych (skale czułości). Barwoczułość i rozdzielczość materiałów fotograficznych. Hologramy amplitudowe i fazowe. Wydajność dyfrakcyjna hologramów amplitudowych.
Zastosowania holografii w metrologii. Pomiar przemieszczenia równoległego obiektu na podstawie hologramu. Pomiar kąta obrotu powierzchni na podstawie zapisu holograficznego. Pomiar przemieszczenia powierzchni na kierunku obserwacji.

Metoda technologiczna wymiany jonów w szkłach – zastosowanie do gradientyzacji szkieł. Struktura szkła. Transport jonowy w szkłach. Rodzaje jonów stosowanych w tej metodzie. Sposoby realizacji procesów wymiany jonów w płaskich podłożach szklanych.   
Laboratorium
1. Wytwarzanie struktur światłowodów gradientowych metodą wymiany jonów w szkłach.

2. Badanie struktur światłowodów gradientowych.

3. Wyznaczanie parametrów dyfuzji wymienianych jonów.

4. Wytwarzanie warstw optycznych metodą zol-żel.

5. Wyznaczanie parametrów światłowodów planarnych.

6. Wyznaczanie parametrów warstw optycznych metodami spektrofotometrycznymi.
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Egzamin: TAK   
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Literatura podstawowa:

1. B.Dubik, M.Zając „Elementy interferometrii”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998
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Literatura uzupełniająca:

1. R..Rogoziński „Planarne struktury światłowodowe wytwarzane metodą wymiany jonowej w szkłach” , Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 135, Gliwice 2007
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Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia

	Lp.
	Forma zajęć
	Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta

	1.
	Wykład
	15 h / 15 h – w tym zapoznanie się z literaturą (8 h), przygotowanie się do kolokwium (6 h), oraz udział w kolokwium (1 h)

	2.
	Ćwiczenia
	 / 

	3.
	Laboratorium
	45 h / 15 h – w tym przygotowanie się do ćwiczeń (5 h), wykonanie sprawozdania (10 h)

	4.
	Projekt
	 / 

	5.
	Seminarium
	 / 

	6.
	Inne
	 / 

	
	Suma godzin:
	 60 h/ 30 h
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Suma wszystkich godzin:
	90 h
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Liczba punktów ECTS:

	3
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Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego:
	2
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Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty):
	2
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Uwagi:





Zatwierdzono:

………………………….….
…………………………………………………....

(data i podpis prowadzącego)
(data i podpis Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry/
Dyrektora Kolegium Języków Obcych/Kierownika lub 
Dyrektora Jednostki Międzywydziałowej)
� należy wskazać ok. 5 – 8 efektów kształcenia


� 1 punkt ECTS – 30 godzin
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